
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【粒子計測ソフトウエア】 

対応機種： 
 日本電子社製走査電子顕微鏡 FE-SEM (JSM-7000シリーズ) 
日本電子社製走査電子顕微鏡 W-SEM (MPシリーズ) 

Region Adviser 

『粒子計測』 

 撮影倍率より自動的に倍率を校正します。 

 撮影条件(倍率/WD/加速電圧/機種)毎に倍率校正

の係数を設定する事が可能です。 

《自動倍率構成》 

《粒子検出》 
 計測項目 

 円相当径 

 面積 

 真円度 

 水平/垂直フェレ径 

 輝度（最小/最大/平均/標準偏差） 

 周囲長 

 最大長／幅 

 重心 

 … 

自動で粒子を検出する事が出来ます。 

《計測結果》 

計測結果をCSV形式のファイルに保存する事が出来

ます。また、複数枚分の結果を、1 つの CSV にまと

めて保存することも出来ます。 

計測結果を一覧表で確認できます。 

表示項目をカスタマイズする事も可能です。 

計測項目毎の統計結果を一覧表で確認できます。 

統計目をカスタマイズする事も可能です。 

《統計結果》 



 このカタログに記載された仕様、デザイン等は予告なしに変更になる事があります。 

株式会社システムインフロンティア 
所在地 〒190-0012 東京都立川市曙町 2-8-3 新鈴春ビル 4F 
電話番号 042-526-4364 
FAX番号 042-526-4370 
ＵＲＬ http://www.sifi.co.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《レタリング》 

【最大長】 【矩形】 【フェレ系】 

【円】 【近隣粒子】 【計測結果】 

《レシピ》 
いつも同じような操作手順で粒子解析を行っている

場合、レシピ機能を使う事によって複数の画像ファイ

ルを一括で粒子解析を行う事が出来ます。 

《画像編集》 
「階調補正」、「回転補正」等の画像編集をプレビ

ューにて確認する事が出来ます。 

グレースケール像を「擬
似カラー」で表示する事
によって低い輝度でしか
現れなかった特徴等を効
率よく見分ける事が可能
になります。 


